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STUMENTI DI MISURA A ‘MISURA DIRETTA’

METRO, CALIBRO E MICROMETRO

STUMENTI DI MISURA A ‘MISURA PER CONFRONTO’

COMPARATORE, ALESAMETRO E TASTATORE

CALIBRI FISSI

BLOCCHETTI DI RISCONTRO, TAMPONI P-NP E ANELLI DI AZZERAMENTO

STUMENTI DI MISURA ‘UNIVERSALI/ COMPLESSI

ALTIMETRO E MACCHINA DI MISURA A COORDINATE

Strumenti di misura — Misure di 'DIMENSIONE’
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MISURA DI ‘ERRORI DI GEOMETRIA’

ROTONDIMETRO

MISURA DI ‘RUGOSITA”

RUGOSIMETRO

MISURA DI ‘DUREZZA’

DUROMETRO

Strumenti di misura — Misure varie
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Calibro a corsoio
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Micrometro per esterni
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Micrometro per interni



Misure di profondita — Calibro e micrometro
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Comparatore e comparatore di profondita
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Faccia di misura
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Calibri fissi — Blocchetti di riscontro
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Calibri fissi — Tampone P-NP, forcella P-NP e anello di azzeramento
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Altimetro
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Precisione

E=(25+35%L) [um]

L = Lunghezza di misura [ m ]

Macchina di misura a coordinate
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Y=6.3 um Y=5.0 um

Rotondimetro
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Durometro
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CONTROLLO DURANTE IL PROCESSO DI PRODUZIONE
CONTROLLOAL 100 %
CONTROLLO A CAMPIONE

CONTROLLO STATISTICO DI PRODUZIONE (SPC)

CONTROLLO FINALE DI PRODUZIONE
CONTROLLOAL 100 %
CONTROLLO A CAMPIONE

CONTROLLO STATISTICO DI PRODUZIONE (SPC)

Strategie di controllo
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Valore Medio Istogramma dei pezzi prodotti
:1 Z; Curva di Gauss
X=(X;+ X+ ... + Xy) /N : B
g 4
’ SR
XXX X
ange
SRR
R = (Xuax - Xum) B
- ) | A o 4
R );&xxxxxxxx§\
| BRI
7 Dimensione [mm]

Varianza

02 = (X; = X)2 + (X = X)? + .. + (Xy = X)2/ (N = 1)

Statistica — Valore medio, range e varianza
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Statistica — Area sottesa dalla curva di GAUSS
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Tolleranza Naturale
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Statistica — Tolleranza naturale
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Limiti di controllo per il ‘VALORE MEDIO’

LCLy = XK, *R
UCLy = X +K, *R

con K, = 0,577 per campioni di numerosita pari a 5

Limiti di controllo per il ‘RANGE’

l.()l.R = ()

UCLs = K,*R

con K, = 2,114 per campioni di numerosita pari a 5

UCLx

LELX

Carta delle medie

UClr

Numero campione

Carta dei range

Numero campilone

Statistica — Carte di controllo
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Indice di capacita di processo CP

Cp = Tpis/ Taar = Tpis/ (6 " 0)

|><

Indice di capacita di processo ‘SUPERIORFE’

Cpy = (USL-X)/ (3" 0)

Indice di capacita di processo ‘INFERIORE’

Cp. = (X-LSL)/ (3% 0)

LSL usL

|><

- e Indice di capacita di processo CP5

X-LSL UsL-x CPK = MIN (CPU, CPL)

Statistica - Capacita di processo CP e CPy



